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TEMA

Numerické metody v nanometrologii

Dr. Petr Klapetek
Czech Metrology Institute, Brno

V prednasce bude predstavena problematika metrologického
zajisténi méreni délky a dalSich veli€in v nanoméfitku. S ohledem na
stale se zvySujici naroky na méreni pomoci metod rastrovaci
mikroskopie se i v metrologii stavaji nezbytnymi numerické simulace.
Z pohledu potfeb nanometrologie bude diskutovana jak klasicka a
kvantova molekularni dynamika, vyuzZivana pfi feSeni otazek
spojenych s konfiguraci hrot-povrch tak metoda FDTD (Finite
Difference in Time Domain), umoznujici simulace Sifeni
elektromagnetického pole v mikro- a nanoméritku. Pro oba pfistupy je
vyuzit vypocetni pfistup zaloZzeny na grafickych kartach, coz
umoznuje mnohonasobné zkraceni doby potfebné pro vypocty.
Budou proto diskutovany také obecné moznosti grafickych karet pfi
numerickych vypoctech v oblasti rastrovaci mikroskopie a fyziky
povrcha.
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